Descricao: Azulejo italo-flamengo (MNAz inv. n° 57);
Dimensdes: 130 x 130 x 20 mm; Origem: Producéo
flamenga ou espanhola.

Amostras: Azulejo, fragmento e uma secgéo polida em
deposito no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.



Indice AzuRe034
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INBIX0EYY Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE MICROSCOPIA OTICA

Equipamento: Lupa binocular Leica M205 C com cdmara acoplada Leica DFC295.

“alHERCULES  2GTTieaL © Az woltar ao indice




AVAIINOEY Y Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 8.8mm x50 BSECOMP 40Pa

20.0kV 8.8mm x140 BSECOMP 40Pa 406urr; 20.0Kk\/ 8.8mm »x230'BSECOMP 40Pa

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




AVAIINOEY Y Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 9.7mm »499 BSECOMP 40Pa iy 20.0kM18. 8mmix7 99 BSECOMP 40Pa

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

coRee voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

50 pm
¥ WD: 9.7 mm 50 pm \G: 498 x HV: 20.0 kV WD: 8.7 mm
G: 499 x HV: 20.0 kV WD: 8.7 mm.

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe034/AzuRe034_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe034/AzuRe034_EspectroEDS_VidradoInclusão.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO AMARELO

10°4

10

K Sh As

14 [lcisn  izal sb
ilca Fe Mg sn
clo Na lal'si [mla K [cal Fe zn

1074

E ‘

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.
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voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe034/AzuRe034_EspectroEDS_Amarelo.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

AreaAnalisada Na Mg Al Si P Cl K Ca Fe Zn As Sn Sb Pb

332 098 59 3217 002 - 836 329 151 - - 680 - 37,60
“ branco

- - 130 7294 -- - 193 151 - - - - - 22,31
vi inclséo

05 0,16 146 964 - 007 258 198 380 125 297 6,62 2096 4792

pigmento amarelo

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo
considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe034/AzuRe034_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA - INCLUSAO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe034/AzuRe034_EspectroEDS_ChacotaInclusão.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

AreaAnalisada Na Mg Al Si P K Ca Ti Fe Pb

313 233 973 2913 0,07 1,73 3482 097 488 1322

chacota

092 286 1,14 2,51 - 083 252 4434 44388 -

chacota - inclusao

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens maéssicas dos elementos detetados na
amostra, ndo considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice
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